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参考文献・出典・引用 

 

1. 堀田厚生 著；「半導体の基礎理論」、（株）技術評論社、初版 2001 年 11 月 

2. 菊池正典 著：「半導体とシステム LSI」、（株）日本実業出版社、初版 2006 年 6 月 

3. Behzad Razavi 著、黒田忠広 監訳；「アナログCMOS集積回路の設計（基礎編）」、丸善 (株 )

4. Behzad Razavi 著、黒田忠広 監訳；「アナログCMOS集積回路の設計（応用編）」、丸善 (株 ) 

5.谷口研二 著；「ＣＭＯＳアナログ回路入門」、ＣＱ出版（株）、初版 2005 年 1 月 

6.遠坂俊昭 著；「ＰＬＬ回路の設計と応用」、ＣＱ出版（株）、初版 2003 年 11 月 

7.小宮浩 著；「高周波ＰＬＬ回路のしくみと設計法」、ＣＱ出版（株）、初版 2009 年 10 月 

8.米山寿一 著；「図解 Ａ／Ｄコンバータ入門」、（株）オーム社、初版 1993 年 3 月 

9.枝均 著；「Verilog による論理合成の基礎」、（株）テクのプレス、初版 2005 年 1 月 

10.枝均 著；「ＶＨＤＬによる論理合成の基礎」、（株）テクのプレス、初版 2002 年 8 月 

11. Design Wave Magazine 編集部 編；「SystemVerilog 設計スタ－トアップ入門」、ＣＱ出版（株）、

初版 2008 年 5 月 

12.堀桂太郎 著；「PSoice で学ぶ電子回路設計入門」（株）電気書院、2008 年 7 月 

13.小野斉大・田谷文彦・三澤明 著；UNIXコマンドブック、2006年 6月、SoftBank Creative㈱ 

14.Arnold Robbins・Nelson H.F.Beebe著，日向あおい訳；詳解シェルスクリプト、2006年 1月、

オライリー・ジャパン㈱ 

15.Cameron Newham・Bill Rosenblatt著；入門 bash、2005年 10月、オライリー・ジャパン㈱ 

16.Linda Lamb・Arnold Robbins著；入門 vi、2002年 5月、オライリー・ジャパン㈱ 

17.KENT WEB Perl入門 

http://www.kent-web.com/perl/ 

18.とほほの perl入門 

http://www.tohoho-web.com/wwwperl.htm 

19.平田豊 著；Perlトレーニングブック、2004年 8月。㈱ソーテック社 

20.内田保雄・富田満 著；Perlスクリプティング入門、1998年 8月、㈱オーム社 

21.Spartan-3E スタータキット・ボードユーザーガイド UG230 (v1.0)、Xilinx社、2006年 3月 

http://japan.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/j_ug230.pdf 

22.Spartan-3E FPGAファミリ・データシート DS312-4 (v3.6)、Xilinx社、2007年5月 

http://japan.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/j_ds312.pdf 

23.Quartus II マニュアル、Altera 社、 
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24.deign feature 2003 年 11 月号： 

25.EDN 

http://ednjapan.rbi-j.com/content/issue/2003/11/feature/feature02.html  

26.Tech-On 

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/WORD/20090107/163735/ 

27.(株)半導体理工学研究センター;「設計ＲＴＬスタイルガイド Verlog 編」、初版 2003 年 9 月 

28. Janick Bergeron 著 STARC/ARM/Synopsys 監訳;「ベリフィケーション・メソドロジ・マニュア

ル」、ＣＱ出版（株）、初版 2006 年 4 月 

29. 「OPENCAD® V5.3（第2版）スタティック・タイミング・チェック PrimeTimeTMインタフェース編」、

NECエレクトロニクス（株）、1999年11月 

30.「半導体 品質/信頼性ハンドブック」、NECエレクトロニクス（株） 

31.「静電気放電(ESD)破壊対策ガイド」、NECエレクトロニクス（株） 

32．特許庁 

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 

33.三枝国際特許事務所 

http://www.saegusa-pat.jp/index_j.htm 

34.オシロスコープ入門 

http://www.cqpub.co.jp/column/books/2001a/11891osiro/default.htm 

35.「HP-8560E ユーザーズ・ガイド スペアナ取扱説明書」、ヒューレット・パカード社 

36. 安浦寛人 著；「ハードウェア設計特論」の資料、2007 年 5 月 

37. 相良岩男 著；「Ａ／Ｄ・Ｄ／Ａ変換回路入門」、日刊工業新聞社、初版 2003 年 3 年 

38. 岩田穆 著「VLSI工学-基礎・設計編」」、（株）コロナ社、初版2006年 10月  

39.「パッケージの紹介と解説」、富士通（株） 

40.「SiPの現在と将来」、NECエレクトロニクス（株） 

41.日本アルテラ株式会社の小原 也氏の 2008/10/31 資料 

42.富士通「統計的ＳＴＡの実用化技術」の資料 

43.富士通「統計的遅延解析技術」の資料 

44.NEC OPENCAD V5.3 STAによるサインオフ編ユーザーズ・マニュアル 

45.NEC OPENCAD V5.3 スタティック・タイミング・チェックPrimeTimeインタフェース編ユーザーズ・ 

マニュアル 

46.STARC「ばらつき考慮設計」資料 

49.小林春夫 著「完全デジタル PLL 回路 ADPLL を学ぶ」、日経エレクトロニクス 2009 年 6 月 1日号 
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50.小沢利行 著；「PLL 周波数シンセサイザ回路設計法」、総合電子出版 

51.SystemVerilogテストベンチチュトリアル、JEITA資料 

 

 

【本書記載の社名および製品名について】 

 

「第８章 開発ツール」に記載されている「Xilinx」,ザイリンクスのロゴ，ブランド ウィンドウ，

ISE WebPACK，Spartan-3E，iMPACT およびザイリンクスが所有する製品名等は，米国 Xilinx Inc. の

米国における登録商標です。 

また、「Altera」、アルテラのロゴ，ブランド ウィンドウ，QuartusⅡおよびアルテラが所有する

製品名等は，米国 Altera Inc. の米国における登録商標です． 

また、「Cadence」、ケーデンスのロゴ，ブランド ウィンドウ，OrCAD およびケーデンスが所有す

る製品名等は，米国 Cadence Inc. の米国における登録商標です． 

さらに、本書に記載されている社名および製品名やツール名は一般に開発メーカーの商標登録です。 

本文中では、ＴＭ、○Ｒ、○Ｃの各表示を省略して明記しておりません。 

 



索引 

 

 858

数字／記号 

索 引 

１ 
１次ΔΣ変調・・・・・・・・・・・・・・・・ 168 

２ 
２次ΔΣ変調・・・・・・・・・・・・・・・・ 160 

２ステップ抵抗型Ｄ／Ａ変換・・・・・・・・・ 175 

 

英字／ギリシャ文字 
Ａ 
Ａ／Ｄ変換回路・・・・・・・・・・・・・・ 150 

ＡＤＰＬＬ・・・・・・・・・・・・・・・・ 126 

always文・・・・・・・・・・・ 200,202,210,232 

assign文・・・・・・・・・・・ 200,202,205,206 

At-speed・・・・・・・・・・・・・・・・ 336,375 

ＡＴＰＧ・・・・・・・・・・・・・・・ 351,376 

Ｂ 
ＢＣＤコード・・・・・・・・・・・・・・・・ 163 

ＢＧＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 561 

ＢＩＳＴ・・・・・・・・・・・・・・・ 355,357,367 

ＢＯＳＴ・・・・・・・・・・・・・・・ 370,371 

Ｃ 
Capture CIS・・・・・・・・・・・・・・・・・ 695 

ＣＭＰ・・・・・・・・・・・・・・ 508,510,531 

ＣＭＲＲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99 

ＣＴＳ・・・・・・・・・・・・・・・・ 320,338 

ＣＶＤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 534 

ＣＺ炉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 527 

Ｄ 
Ｄ／Ａ変換回路・・・・・・・・・・・・・ 152,170 

Ｄ－ＦＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 304 

ＤＣＯ回路・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128 

Ｄラッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 304 

ＤＦＭ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 508 

ＤＦＴ・・・・・・・・・・・・ 324,343,351,355 

ＤＦＴｃｏｍｐｉｌｅｒ・・・・・・・・・・・ 378 

ＤＬＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121 

ＤＲＢＦＭ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 823 

ＤＲＣ・・・・・・・・・・・・・・・・ 441,469 

Ｅ 
ＥＢ処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 505 

ＥＣＯ・・・・・・・・・・・・・・・・ 338,497 

ＥＭＣ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 761 

ＥＭＩ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 762 

ＥＭＳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 762 

ＥＯＳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 473 

ＥＲＣ・・・・・・・・・・・・・・・・ 455,469 

ｅｍａｃｓ・・・・・・・・・・・・・・・・ 588 

Ｆ 
False Path・・・・・・・・・・・・・・・・・ 396 

ＦＡＴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 820 

ＦＢＧＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 564 

ＦＩＢ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 383 

ＦＩＦＯ・・・・・・・・・・・・・ 425,433,436 

ＦＩＲ型フィルタ・・・・・・・・・・・・・・ 166 

ＦＭＥＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 819 

ＦＰＧＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 481 

function文・・・・・・・・・・・・ 200,202,207 

Ｇ 
Gated Clock・・・・・・・・・・・・・・・・ 400 

generate文・・・・・・・・・・・・・・ 200,202 
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Ｈ 
ＨＤＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180 

ＨｉＳＩＭモデル・・・・・・・・・・・・・ 708 

Ｉ 
Ｉｄｄｑテスト・・・・・・・・・・・・ 355、361 

Ｉｄｄｔテスト・・・・・・・・・・・・・・・ 374 

ＩＩＲ型フィルタ・・・・・・・・・・・・・・ 166 

inital 文・・・・・・・・・・・・・・・・・ 281 

ＩＯセル・・・・・・・・・・・・・・・ 460,477 

ＩＰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183,320 

IR-Drop・・・・・・・・・・・・・・・・ 340,502 

ＩＳＥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 630 

ＩＳＯ９０００・・・・・・・・・・・・・・ 791 

Ｊ 
ＪＫ－ＦＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303 

Ｋ 
Ｌ 
ＬＦＳＲ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 367 

ＬＩＮＵＸ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 568 

ＬＳＩテスター・・・・・・・・・・・・・・・ 344 

ＬＯＣＯＳ分離・・・・・・・・・・・・・・・ 532 

ＬｏＣ方式・・・・・・・・・・・・・・・・・ 364 

ＬｏＳ方式・・・・・・・・・・・・・・・・・ 365 

ＬＱＦＰ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 563 

ＬＶＳ・・・・・・・・・・・・・・ 452,455,469 

Ｍ 
ＭＩＳＲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 368 

Multi Cycle Path・・・・・・・・・・・・・・ 397 

ＭＴＢＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 817 

ＭＴＴＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 818 

ＭＴＴＲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 819 

ＭＵＸスキャン・・・・・・・・・・・・ 257,360 

module・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198 

Ｎ 
ｎ回検出テスト・・・・・・・・・・・・・・ 372 

Ｏ 
ＯＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 528 

ＯＰＣ・・・・・・・・・・・・・・・・ 485,505 

ＯｒＣＡＤ・・・・・・・・・・・・・・・・ 695 

ＯＶＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 301 

Ｐ 
ＰＣＢ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 375 

 Ｐｃｅｌｌ・・・・・・・・・・・・・・ 449,454 

ＰＤＫ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454 

ＰＤＣＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 811 

ｐｅｒｌ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 586 

ＰＬＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120,121 

ＰＮ接合・・・・・・・・・・・ 25,27,29,30,34 

PrimeTime・・・・・・・・・・・・・・・・・ 396,404 

procedure 文・・・・・・・・・・・・・・・・ 249 

PSpice・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 694 

Ｑ 
ＱＡ体系図・・・・・・・・・・・・・・・・・ 793 

ＱＣ工程表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 793 

ＱＣ七つ道具・・・・・・・・・・・・・・・・ 796 

ＱＣ新七つ道具・・・・・・・・・・・・・・・ 802 

ＱuratusⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 638 

Ｒ 
Ｒ－２Ｒラダー抵抗型・・・・・・・・・・・ 175 

ＲＡＭ・ＢＩＳＴ・・・・・・・・・・・・・・ 369 

ＲＣ抽出・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 349 

Rise／Fail 解析・・・・・・・・・・・・・・ 395 

ＲＳ－ＦＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 302 

ＲＴＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181 
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ＲＴＬチェッカー・・・・・・・・・・・・・・ 188 

Ｓ 
Ｓ／Ｎ比・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 758 

ＳＣＲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 359 

ＳＤＣフォーマット ・・・・・・・・・ 385,388 

ＳＥＭ・・・・・・・・・・・・・・・・ 381,830 

ＳｉＰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 565 

ＳＫＩＬＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 449

ＳｏＣ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184 

ＳＯＩ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 530 

ＳＰＩＣＥ・・・・・・・・・・・・・・・・ 672 

ＳＰＩＣＥモデル・・・・・・・・・・・・・ 702 

ＳＳＴＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412 

ＳＴＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 385 

SystemＣ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182 

SystemVerilog・・・・・・・・・・・・・ 182,266 

Ｔ 
Ｔ－ＦＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303 

ＴＡＢ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 558 

ＴＡＰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 331 

task 文・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200,203 

ＴＣＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 389 

ＴＤＣ回路・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127 

TetraMax・・・・・・・・・・・・・・ 378,379,345 

Ｕ 
ＵＮＩＸ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 569,570 

Ｖ 
ＶＣＯ・・・・・・・・・・・・・・・・ 121,123 

ＶＨＤＬ・・・・・・・・・・・・・・・ 182,237 

Virtuoso・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452 

Vi エディタ・・・・・・・・・・・・・・・・ 581 

Verilog-AMS・・・・・・・・・・・・・・・・ 182 

VerilogHDL・・・・・・・・・・・・・・・・ 183 

ＶＭＭ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 291 

Ｗ 
ＷＰＰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 564 

Ｘ 
Ｙ 
Ｚ 
ZnS 構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

 

Δ 

Δ型Ａ／Ｄ変換・・・・・・・・・・・・・・・158 

ΔΣ型Ａ／Ｄ変換・・・・・・・・・・・・・・158 

 
五十音 

あ 
アーキテクチャ宣言・・・・・・・・・・・・ 240 

アーリー効果・・・・・・・・・・・・・・・  69 

アイソレータ・・・・・・・・・・・・・・・ 518 

アイ・パターン・・・・・・・・・・・・・・ 783 

アクセプタ準位・・・・・・・・・・・  23,24,32 

アクティブフィルタ・・・・・・・・・・・・・143 

アサーション記述・・・・・・・・・・・ 268,279 

アサーション検証・・・・・・・・・・・・・・ 188 

アナログＰＬＬ・・・・・・・・・・・・・・・ 122 

アノテーション・・・・・・・・・・・・・・・ 455 

アドホック手法・・・・・・・・・・・・・・・ 355 

アライメント工程・・・・・・・・・・・・・・537 

アバーチャ効果・・・・・・・・・・・・・・・ 166 

アンテナ対策・・・・・・・・・・・・・・・ 493,508 

い 
イオン注入工程・・・・・・・・・・・・・・ 537,539 

移動度・・・・・・・・・・・・・・・  18,29,48 
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位相比較器・・・・・・・・・・ 122,123,124,125 

意匠権・・・・・・・・・・・・・・・・ 840,844 

インゴット・・・・・・・・・・・・・・・・ 526 

インスタンス文・・・・・・・・・・・・ 200,202 

インバータ回路・・・・・・・・・・・・・・・ 462 

う 
ウェル形成・・・・・・・・・・・・・・・・・ 533 

え 

エッジ型同期化回路・・・・・・・・・・・・ 427 

エッチング工程・・・・・・・・・・・・・・・ 531 

エネルギー準位・・・・・・・・・・・14,16,18､23 

エレクトロマイグレーション・・・・・・・ 483,489,503 

エンハンスメント型 MOS・・・・・・・・・・・ 54 

演算子・・・・・・・・・  235,205,244,245,277,590 

エンティティ宣言・・・・・・・・・・・・・・240 

お 

オシロスコープ・・・・・・・・・・・・・・・712 

オフセット誤差・・・・・・・・・・・・・・・172 

オープン故障・・・・・・・・・・・・・・・・ 347 

か 

カーネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 569 

ガードリング・・・・・・・・・・・・・・・ 450,456,458 

階層設計・・・・・・・・・・・・・・・・・  222,337,486 

階段接合・・・・・・・・・・・・・・・・・33,34 

カウンタ回路・・・・・・・・・・・・・・・ 308 

拡散・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17 

拡散工程・・・・・・・・・・・・・・・・・  531 

拡散係数・・・・・・・・・・・・・・・・・  19,20 

拡散容量・・・・・・・・・・・・・・・・・  31 

拡散電流・・・・・・・・・・・・  19,26,27,28 

拡張スキャン・・・・・・・・・・・・・ 364,366 

可制御性・・・・・・・・・・・・・・・・・ 354 

可観測性・・・・・・・・・・・・・・・・・ 354 

化合物半導体・・・・・・・・・・・・・・  11,12 

価電子帯・・・・・・・・・・・13,14,16,23,24,30 

カスコード接続増幅回路・・・・・・・・     87 

仮想プロトタイピング・・・・・・・・・・・ 336 

加速度試験・・・・・・・・・・・・・・・・ 824 

過度解析・・・・・・・・・・・・・・・・・ 678,690 
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